EXPERTEOMPETENS
INTELLIGENTA PRODUKTER

Konstruktion av testbar eektronik
Kurdangd: 1 dag dler del av dag

Kursmal:
Att ge grundiaggande kunskaper om test av dektronik och dértill htrande
praktiska och ekonomiska problem.
Att ge deltagarnainsikt i och forstaelse for metoder, sandarder och
verktyg for konstruktion av testbara konstruktioner.

Malgrupp:
Seminariet vander Sg till tekniker och ingenjérer verksammainom
kongtruktion, produktion, service dler inkop, men &ven till chefer och

projektledare. Materiaet & anpassat till deltagare med mycket varierande
bakgrund men med intresse for inbyggda system.
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Forkunskaper: Elementéra kunskaper i Analog och Digitd teknik.

Innehall: Inledning
Varfor test, vad & test och vad menas med testbarhet?
Feldetektering, felsokning och felmodeler.
Testsystem, savd redllasom virtuella
Automatisk testgenerering, flsmulering

Deﬂgn For Testbarhet (DFT):
Ad Hoc teknik
Strukturerad teknik
Sélvtest
Scan tekniken for ASIC-test.
Boundary Scan (IEEE 1149.n) for kretskortstest.
Séavtest (BIST, LFSR, MISR, CRC) for systemtest.

Test av inbyggda system:
Minnen (ROM, RAM)
Programmerbara komponenter (PLD)
System pakisdl (SOC)
Test management
Testekonomi
Standardiseringar (VITAL, VSIA, BSDL, STIL, P1500)
Syntes med testbarhet



forts Konstruktion av testbar elektronik

Tid och plats: Endag - 6 h, bokas med kontaktperson nedan.

Avgift: 1600:- per deltagare (Medlemsforetag)
2000:- per ddtagare (Icke medlemsforetag)

Genomforande: Seminariet & utveckla och genomférs av
| ngenjdrshdgskolan i Jonkoping.

Kurdlitteratur: Bengt Magnhagen - Konstruktion av testbar elektronik,
Studentlitteratur 1996, ISBN 91-44-31492-2 samt utddat materid.

Information

Narmare information kan erhdllas via
Bengt Magnhagen, 0708 — 15 76 61
bengt.magnhagen@ing.hj.se

Praktiska fragor:

Annelie Wikingson, Mdarddens Hogskola
e-post: anneliewikingson@mdh.se

Tfn: 021-10 14 08, Fax 021-10 13 20




